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Türk Hava Kuvvetleri lojistik konseptinde yer alan silah sistem sorumluluğu kapsamında belirlen 

1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi (1.HİBM) vazifesi içinde Hava Kuvvetleri (veya kullanıcı) 

genelinde) sistem mühendisliği odağında teknik yönetim (TYS), sistem bakım, onarım ve yenileme 

(TOM) ve imalat (TİM) merkezi olarak yapılandırılmış ve bu kapsamda sorumluluğundaki silah 

sistemleri ve sistem elemanlarına yönelik müşteri şikâyetleri, ürün uymazlıkları/uyumsuzlukları ile 

araç kazası ve kırımlarının inceleme ve analizler sahip olunan kurumsal uzmanlıklar kapsamında 

yapılagelmiştir. 

 

İnceleme ve analiz süreçlerinde malzeme mikro yapı incelemelerini karara yönelik önemli bir 

aşamayı oluşturur. Klasik malzeme mikro yapı incelemelerinde klasik olarak kullanılmakta olan 

stereo ve optik mikroskobun yetersizliklerinin ortadan kaldırması 1990’lı yılların başında Taramalı 

Elektron Mikroskobu (TEM) temini 1.HİBM Laboratuvarlarının en öncelikli yatırım planı kapsamına 

alınmıştır. 
 

Evet, KOVAN’dan bu kez damlayan, temin edildiği yıllarda 1.HİBM’ni ülkenin en gelişmiş malzeme 

analiz merkezlerinden biri belki de en ilerisi haline getiren Taramalı Elektron Mikroskobu - TEM. 

 

Alan emisyonlu tabancadan (Field Emmision Gun - FEG) ortaya çıkan 

elektronların analizi yapılacak malzemenin hazırlanmış yüzeyine gönderilmesi 

sonucu oluşan etkileşmelerden yararlanılması esasına dayanır.   

 

Sistemde yer alan yoğunlaştırcı elektromanyetik mercekle (condenser lense) 

toplanan elektron demeti elektromanyetik saptırıcı bobinler ve objektif mercek 

ile odaklanarak incelenen malzemede hazırlanan yüzeyde tarama işlemini 

(scanning) gerçekleştirilerek görüntü oluşturulur. 

 

Bir taramalı elektron mikroskobunda görüntü oluşumu temel olarak; elektron 

demetinin incelenen örneğin yüzeyi ile yaptığı (elastik, elastik olmayan 

çarpışmalar ve diğer) fiziksel etkileşmelerin sonucunda ortaya çıkan sinyallerin 

toplanması ve incelenmesi prensibine dayanır. Klasik bir görüntü: 
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Sahip olduğu entelektüel güç yanında 1.HİBM’ni bölgesinde dikkat çeken bir mükemmeliyet merkezi 

haline getirmede rol oynamış, malzeme inceleme ve analiz yeteneklerinin geliştirilmesinde ayırt 

edici etkisi ile emniyetli, ekonomik ve etkili faaliyete önemli katkı sağlayan “Taramalı Elektron 

Mikroskobu”nun temini ve faaliyete geçirilmesinde pay ve emek sahibi teknisyenleri, mühendisleri 

ve yöneticileri, projenin her aşamasını inançla destekleyen ve katı sağlayan meslektaşlarımı ve 

komutanlarımı saygı ve minnetle anıyorum. 
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